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＜概要＞ 

共焦点型蛍光Ｘ線分析法では、一次Ｘ線をポリキャピラリ

ーレンズなどでマイクロビームに集光して試料に照射する。

このとき検出側のポリキャピラリーレンズの焦点を、照射し

たマイクロビームの光路中の一点（照射側レンズの焦点位

置）に合わせれば、特定の空間内でのみ発生する蛍光Ｘ線を

検出することができる。この実験配置で試料ステージを 

x-y-z 軸方向に 3次元走査すれば、試料を損傷させることな

く、非破壊で 3 次元の元素分析を行うことができる。 

右上の写真は研究室で開発した真空仕様の 3 次元蛍光Ｘ

線分析装置の概観図である。P,Sなどの軽元素は大気中で吸

収されてその強度が減衰するため、真空 

中での測定が有効である。 

例えば、自動車交通事故における鑑識

捜査では自動車塗装片の深さ方向の元素

分析が必要とされる。この手法を利用す

れば、非破壊的に（鑑識資料を破壊せず）

内部の情報を取得できる。その他、マイ

クロ SDメモリカードなどの工業製品に対

して、配線の内部解析、異物解析などの

応用例がある。 

加えて、研究室で有している大気仕 

様の 3 次元蛍光Ｘ線分析装置を用いて、 水 溶 液

試料セル中の金属元素の腐食過程や化学反応の過 

程を蛍光Ｘ線により可視化できる。 

 

＜アピールポイント＞ 

 非破壊的に試料内部の元素分析が可能である。大気中測定なので、水分を含む試料にも適用できる。 

 

＜利用・用途・応用分野＞ 

 植物、生体試料の内部の元素分布解析、半導体材料における異物解析、環境試料や考古物試料の分析。

その他、水溶液中の元素分布の可視化、水溶液中での金属腐食の進行状況の可視化などの応用が可能。 
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＜他分野に求めるニーズ＞  本法の非破壊性、内部可視化などの特徴を生かせる試料 

キーワード 元素マッピング、3次元分析、X線分析、深さ方向分析、その場分析、異物解析 

 

自動車塗装片の非破壊的元素分析結果 

真空仕様の 3次元分析蛍光Ｘ線装置 


